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Figure 1. XPS spectra of Ag-Au and (Ag-Au)@LCC: (a) Ag 3d and (b) Au 4f. La-
bel “Au-shell ct” designates charge transfer between Au atoms and LCCs shell. 
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The calibration curve was obtained based on model samples with known amorphous con-

tent. It made possible quantitative estimate the amorphous phase at the zirconium-containing 
chloraluminates by the XRD-background level. 
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Присутствие аморфной компоненты в пробе может существенно влиять на 
точность результата количественного фазового анализа, проводимого методами 
рентгеновской дифракции (XRD-анализ). Хотя метод рентгеновской дифракции 
рассчитан на исследование именно кристаллических фаз, тем не менее, он чув-
ствителен и к присутствию аморфной компоненты [1].   

Целью данной работы была разработка методики оценки количественного со-
держания аморфной компоненты в многофазных образцах замороженных рас-
плавов цирконий содержащих хлоралюминатов. Характерной особенностью об-
разцов являлось присутствие малых концентраций кристаллических алюминие-
вых и циркониевых фаз, а также цирконий содержащей аморфной компоненты.  

Для разработки методики определения аморфной компоненты были прове-
дены модельные эксперименты, где к исходной пробе (UP2-5) искусственно до-
бавлялось заданное количество аморфного диоксида циркония ZrO2: 2,5%, 5%, 
10%, 12,5% (весовых процентов). Дифрактограммы исследуемых образцов пред-
ставлены на рисунке.   

  
Из рисунка видно, что уровень фона на дифрактограммах растет с увеличе-

нием процентного содержания аморфной компоненты. Построенная зависимость 
уровня фона на средних углах дифракции от содержания аморфной компоненты 
показала линейный характер.  

Полученная таким образом калибровочная кривая использовалась для опре-
деления весового процента аморфной фазы в других исследуемых образцах по 
уровню фона на XRD-дифрактограммах. 
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